
DIFRACCIÓN DE RAYOS X

PHILIPS X´PERT MPD



La difracción de Rayos X es una técnica analítica versátil 
no destructiva para identificación y determinación 
semicuantitativa de diferentes formas cristalinas,
conocidas como “fases” o compuestos presentes

en muestras sólidas y de polvo.



DIFRACTÓMETRO PHILIPS X´PERT MPD

Tubo Cerámico con ánodo de Cobre
Radiación Kα1 = 1,54056 Å
Rendija de divergencia programable 
Fija o automática- Entre 0,5 y 20 mm
Goniómetro- Precisión 0,001 º 2 Theta
Rendija Antiscatter
Rendija de Recepción
Monocromador de grafito para la CuKα1
Detector proporcional sellado de gas (Xenón)



MUESTRAS

Porta convencional de Al- Polvo (0,5 gr)

Plataforma Multipropósito- Piezas enteras de hasta
1 kg con una cara lisa para incidencia del haz de RX

Porta de Si de fondo cero- Pequeñas cantidades de
muestra (mg)



APLICACIONES

-Identificación y determinación semicuantitativa
-Determinación semicuantitativa de cantidad de amorfo
-Determinación de tamaño de partícula cristalina
-Reflectividad- Para medida de espesor o grosor de la
lámina o película delgada


